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Kiss Akos Koppany ,Szemcsehatarok transzmissziés elektronmikroszképos vizsgélati

modszereinek fejlesztése” ciml PhD értekezésérdl

Kristalyos, elsGsorban polikristdlyos anyagaink tulajdonsagait szdmtalan tényez6 hatdrozza
meg, példaul els6sorban az anyag kémiai 6sszetétele, kristalyszerkezete, az anyagot felépité
szemcsék (krisztallitok) mérete és alakja, ezek eloszlasa, a racshibak (ponthibdk,
diszlokaciok), ezek eloszlasa, stb. Az Ujabb kutatasi eredmények ravilagitottak arra, hogy a
szemcséket elvalasztd hatdrok (szemcsehatarok) szintén dont6 moddon befolydsoljak az
anyagok mechanikai, elektromos, optikai, stb. tulajdonsagait. A szemcsehatdrok jellemz&inek

meghatdrozasa igy kiemelked6en fontossa valt.

A szemcsehatarok tulajdonsagait szamos mérési mddszerrel vizsgalhatjuk. Alkalmas erre a
feladatra a klasszikus metallografia (optikai mikroszképos vizsgalat), a pdsztazo
elektronmikroszkdpiaban hasznalt visszaszértelektron-diffrakcié (EBSD), és a transzmisszids
elektronmikroszkdp. A felsorolds egyben a vizsgdlhaté mérettartomanyokra is sorrendet ad,

a legfinomabb felbontasu vizsgalatokra a transzmissziés elektronmikroszkép alkalmas.

Mindezek alapjan kijelenthetd, hogy a Jelolt témavalasztdsa aktudlis, naprakész, a jelenlegi

kutatasok f6sodraba tartozik.

A dolgozat 115 szamozott oldalbdl all. A bevezetés utan egy 29 oldalas szakirodalmi
attekintés olvashatd, amely részletesen taglalja a szemcsehatarok tulajdonsagait és azok
mérési lehet&ségeit. Ezt kovetdéen Jeldlt hdarom oldalban vildgosan megfogalmazza

célkitlizéseit.

A 4.5, 6. és 7. fejezet tartalmazza a dolgozatban leirt kisérleti munkat. A 4. fejezetben a
lézeresen kristalyositott amorf szilicium szemcsehatar-sikjainak eloszldsardl, az 5. fejezetben
a szemcsehatarok nagyfeloldasu transzmisszids elektronmikroszkdpos vizsgalatat elésegit6
szoftver fejlesztésérdl olvashatunk (véleményem szerint ez a dolgozat legjobban kidolgozott
része). A 6. fejezet a szemcsehatdr-vetiletek diffrakcidés adatsor alapjan tortén6é mérésérdl
sz6l (nem negativ matrix faktorizacié alkalmazasaval), mig a 7. fejezetben keresztkorrelacids

térképek segitségével olvashatunk tovabbi szerkezeti informacidkrél. A dolgozat



eredményeinek Osszefoglaldsa utan Jelolt 4 tézispontban foglalja 6ssze Uj tudomanyos
eredményeit. Ezt kovetéen egy kb. 4 és fél oldalban taldlhaté a dolgozatban hivatkozott

irodalmi forrasok listdja.

Mindezek alapjan megallapithatd, hogy a dolgozat formai szempontbdl megfelels, felépitése
logikus és jol kovethetd. A kivitelezés csak kevés hibat tartalmaz, pl. a 30. oldalon a 2.9 dbra
helyett a 2.4 abrara hivatkozik, vagy pl. a 31. oldalon a 2.11/b egyenlet helyett a 2.2/b

egyenletet adja meg, de ezek alapvet6en nem zavarjak meg a dolgozat érthet6ségét.

Az érdemi fejezetek tartalmdval kapcsolatban az a véleményem, hogy a 4. fejezet inkabb
csak mennyiségi valtozast tiikroz Jelolt diplomamunkajahoz képest, hiszen a fejezet lényegi
megallapitasa, hogy ti. a szemcsehatarok vagy a X3 tipust veszik fel, vagy minimalizaljak a
fellletlket, vagyis a rétegre meré6legesek, szerepel az emlitett miben is, csak kevesebb
méréssel alatamasztva. Az 5., 6. és 7. fejezet viszont komoly tudomanyos eredményeket

tartalmaz.
Megjegyzéseim, észrevételeim, kérdéseim:

1. A 44. oldalon szerepl6 4.3. abran miért valtozott meg a hatar szoge a dontés

kovetkeztében?

2. Az 56. oldalon az orientacids térképen az orientdcid megadasa nem egyértelmd, hiszen
egy adott kristalytani irdny és a kép x-tengelye kozotti kapcsolatot definidlja a szinkdd, de

hogy az irdnyra meréleges sik milyen helyzetben van, az nem derdl ki.

3. 63-64. oldal: Az 5.6 és 5.7. abran lathaté felvétel gyonyord, tankonyvbe ill6, gratuldlok
hozza! Egy ilyen kép ,eltrafalasanak” a valdszinlisége igen csekély, és dicséri a szerzé TEM-es

munkajat.

67. oldal: Kiemelendd, hogy a szoftveres kiértékelés altalanos formalizmuson alapul, ami

kristalyszerkezettdl fliggetlendl alkalmazhaté.

68. oldal: Mennyire tekintheté érvényesnek az a megdllapitas, hogy ,a rétegndvesztés
technikdjanak koszonhet6éen a minta vastagsaganak valtozasat elhanyagolhatdnak

tekintjuk”?

70. oldal: Nagyon fontos eredménynek tartom, hogy bemutatja a kiértékelés pontossagat.



97-98. oldal: A kereszt-korrelacids térkép milyen 0Osszefiiggésben van pl. az EBSD-ben

alkalmazott IQ (Image Quality), vagy a GAM (Grain Misorientation Map) térképpel?

A dolgozat végén megfogalmazott négy tézist Uj tudomanyos eredménynek elfogadom,
teszem mindezt tobbek kozott azért is, mert meggy6z6 publikaciékban kozolte a Jelolt a leirt

eredményeket.

Mindezek alapjan javaslom az értekezés nyilvanos vitara bocsajtasat, és sikeres védés esetén

a PhD-fokozat odaitélését.
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